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Приводятся первые результаты исследований по ВУФ диагностике плазмы мощных Z пинчей при токовой имплозии многопроволочных сборок из тяжелых элементов (Fe, W, Bi). Для определения электронной температуры плазмы Te использован новый метод [1, 2], в котором исследуемые спектры сравниваются со спектрами хорошо диагностируемой лазерной плазмы. Диагностика лазерной плазмы основывается на том, что при умеренных интенсивностях лазерного излучения q~1012 - 1014 Вт/см2, которое создается при фокусировке на мишени лазерных пучков с наносекундной длительностью импульсов, электронная температура лазерной плазмы Te зависит от интенсивности q  лазерного излучения на поверхности мишени (~q4/9), и слабо зависит от атомного веса элемента мишени (~АZ2/9) [3]. Параметры лазерной плазмы легких элементов исследуются по спектрам [H]- и [He]-подобных ионов, для которых методы измерения электронной температуры и плотности хорошо разработаны (см., например, [4]). Спектры тяжелых элементов исследуются при тех же лазерных потоках на мишени, что и для легких элементов. Это позволяет приписать определенную температуру каждому спектру. В работах [1, 5, 6]  показано, что структура и интенсивность ВУФ спектров лазерной плазмы из тяжелых элементов (Fe, W) очень чувствительны к Te и, следовательно, эти спектры могут быть использованы для диагностики плазмы мощных Z пинчей. В частности, для диагностики W плазмы Z пинча было использовано отношение интенсивностей двух пиков ВУФ спектра вольфрама на длинах волн λ=53 Å и λ=38 Å, которые соответствуют переходам 4-4 в ионах WXXVIII-XXX и переходам 4-5 в ионах WXXII-XXIX. Отношение интенсивностей пиков, как функция Te для лазерной плазмы, хорошо аппроксимируется формулой I2/I1= A·Tea с константами A=10,4·107 и a= - 2.81. С использованием этой формулы для W-плазмы Z-пинча было найдено значение Te = 435 эВ, что хорошо согласуется с результатами предварительных теоретических расчетов. Обнаруженные спектральные области для W в диапазонах длин волн Δλ=25-38 Å, Δλ=48-65 Å,  Δλ~110 Å,  Δλ~125 Å могут быть выделены с помощью многослойных зеркал нормального падения. Формирование изображений с помощью таких зеркал позволит проводить диагностику плазмы как с временным (~нсек), так и с пространственным (~10 мкм) разрешением, что является важным для исследования механизмов, ответственных за вклад энергии в плазму Z пинчей. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №  09-02-00526а и №09-02-00154a.
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